
 

 

 

 

 透過法（Ｄｅｋｅｒ－Ａｐｓ－Ｈａｒｋｅｒ－Ｍｅｔｈｏｄ）のＤＳスリット 

 

 Ｄｅｋｅｒ法は平行ビームで測定することになる。ｎｏｒｍａｌな密閉管球では焦点サイズが 

    １０ｍｍｘ１ｍｍであるので、ｌｉｎｅ焦点のＤＳは０．１ｍｍを使う。ｆｉｎｅ管球の 

８ｍｍｘ０．４ｍｍではＤＳは０．０４ｍｍになる。 

 しかし、照射エリアを広くするために、ＤＳの幅を広くした場合どのような影響があるか調べる。 

 管球は８ｍｍｘ０．４ｍｍを使って調べた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２０１０年０７月０７日 

 

 

 

 



測定条件 

 Ｍｏ管球 焦点８ｍｍｘ０．４ｍｍ ５０ｋＶ－３４ｍＡ 

 ＤＳ：０．０５ｍｍ、０．１ｍｍ、０．２ｍｍ、０．３ｍｍ、０．４ｍｍ、０．５ｍｍ 

 ＳＳ，ＲＳ＝７ｍｍ 

 α軸、β軸は５度間隔で測定 

 試料：Ａｌ材 

 

 

 

結果 

  

 ＯＤＦ解析結果では、小さな方位が大きな方位に吸収されているようにも見えるが、 

 測定領域が異なり、その中が均一ではない事を考慮すると、ほぼ同じ結果と考えられる。 

  

 透過法では、厚さ方向で数多くの結晶粒の測定が可能になるが、それでも測定データが荒い場合、 

ＤＳを広げた測定で、良い結果が得られる可能性が実証出来た。 
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測定データ 
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DS=0.4mm 

 

DS=0.5mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



データ処理（ＢＧ，ＳＭ３、Ｄｅｆｃｏｕｓ、規格化） 
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DS=0.4mm 

 

DS=0.5mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DS=0.05mm ODF                Volumefraction 後の ODF 

 

VolumeFraction 結果 

 

測定結果のＯＤＦから再計算極点図 

 

 



DS=0.1mm ODF 

 

 

 



DS=0.2mm 

 

 

 

 



DS=0.3mm 

 

 

 

 

 

 



DS=0.4mm 

 

 

 

 

 



DS=0.5mm 

 

 

 

 

 



0.05mm ValueODF（ＯＤＦ入力極点図と再計算極点図の差） 

 

0.1mm ValueODF 

 



0.2mm ValueODF 

0.3mm ValueODF 

 



0.4mm ValueODF 

 

0.5mm ValueODF 

 


